V. Laboratorium porozymetrii
Laboratorium PALS

Spektroskopia czasow zycia pozytondw jest nowoczesng metodg badania
witasnosci materiatbw o bardzo szerokim spektrum zastosowan. Jako prébnik
wykorzystuje ona pozyton (antyczgstke elektronu), ktéry anihilujgc z elektronami
badanej probki emituje promieniowanie gamma (technika stosowana réwniez
w medycznych tomografach PET). Struktura materiatu/gesto$¢ elektronowa znajduje
odzwierciedlenie w parametrach promieniowania anihilacyjnego (wartosciach
Srednich czaséw zycia i ich natezen). Szczegdlnie jesli w badanym materiale
znajdujg sie wolne przestrzenie, pory, defekty nastepuje wydluzenie czasu
do anihilacji pozytonu. Jest to metoda niezwykle czuta na rozmiary i ksztatty wolnych
objetosci istniejgcych w ciatach statych i cieczach. Technika daje mozliwos¢
okreslenia rozmiarow porow w zakresie od 0,1 do 100 nm. Technikg tg mozna
wykonywaé badania:

- defektbw w metalach
i potprzewodnikach (ich rodzaju
i koncentracji).

- czasbw zycia pozytonow
w materiatach porowatych
(okreslenie  rozmiarow  porow
z wykorzystaniem modelu ETE)

- wytrzymatosci termicznej/gene-
racji defektbw w  zakresie
temperatur od -160° C do +250°
C.

Aparatura ma charakter modutowy: spektrometry czaséw zycia pozytonébw mozna
zestawia¢ z réznymi komorami pomiarowymi, w ktérych umieszczana jest probka, np:

- komora prozniowa, stuzgca do usuniecia gazow z porow

- komora pozwalajgca na pomiary w szerokim zakresie temperatur (wartosc
temperatury jest stabilizowana) od -160° C do +250° C

- prasa cisnieniowa pozwalajgca wykonac¢ pomiary wytrzymatosciowe materiatu (oraz
generacji defektow pod wptywem cisnienia) do 500 MPa — zdjecie ponizej po lewej

- komora pozwalajgca na wykonywanie in situ pomiaréw sorpcji gazow i par cieczy
(symulacja badan srodowiskowych) — zdjecie ponizej po prawej



MIKROSKOP SEM

Mozliwosci obrazowania za pomocg
mikroskopu SEM:

mozliwos¢ pracy w trybie
wysokiej rozdzielczosci (efekty-
wnie rzedu kilkunastu -

kilkudziesieciu nanometrow
w zaleznosci od charakteru
probki, w szczegolnie
sprzyjajgcych warunkach az do
3 +3,5nm)

mozliwos¢ pracy w trybie
zwiekszonej gtebi
mozliwos¢ pracy w trybie
szerokokagtnym

mozliwos¢ uzyskiwania powie-
kszen od kilku do miliona razy
(efektywnie do kilkuset tysiecy)
mozliwos¢ obrazowania
powierzchni probek
nieprzewodzacych w trybie
zmiennej prézni, bez ich
metalizowania (tryb pomiaréow
Srodowiskowych ESEM)

wiele wariantéw skanowania
przy duzym zakresie szybkosci
skanowania- od 20 ns/piksel do
20 ps/piksel



Zastosowania SEM/EDS i WDS
Materiatoznawstwo:

Charakteryzacja metali, ceramik, polimerow, kompozytow, pokry¢, metalurgia,
metalografia, analiza przetomow, procesy degradaciji, analiza morfologiczna, analiza
wtrgcen w stali, mikroanaliza, badanie tekstury, materiatow ferromagnetycznych etc.

Badania naukowe:

Mineralogia, geologia, paleontologia, archeologia, chemia, badania srodowiskowe,
analiza czgsteczkowa, fizyka stosowana, nanotechnologia, badanie nanourzgdzen
(nanoprototypdéw) etc.

Nauki przyrodnicze:
Botanika, parazytologia, farmaceutyka, histologia STEM, badanie implantow
dentystycznych, etc.

Badania kryminalistyczne:

analiza $ladow po wystrzatach, badanie pociskéw i nabojow, poréwnywanie Sladéw
narzedzi, analiza wioséw, widkien, widkien tekstylnych, papieru, farb, tuszow,
charakteryzacja wydrukow, linii papilarnych oraz badanie fatszywych dokumentéw,
etc.

Inzynieria elektrotechniczna:
Sprawdzanie fotoogniw stonecznych, kontrola elementéw mikroelektronicznych,
wizualizacja ztgcz pétprzewodnikowych, litografia, etc.

Mikroanaliza rentgenowska EDS i WDS:

Szybka precyzyjna analiza sktadu chemicznego w zakresie pierwiastkowym od Be
do Pu (EDS — dokfadnos$¢ analizy ilosciowej rzedu 0,1 — 0,5 % wagowych, WDS
rzedu 0,1 + 0,01 % wagowych ), mapowanie rozktadu pierwiastkdéw, wykrywanie
zanieczyszczeh chemicznych, etc. — przemyst chemiczny, metalurgia, przemyst
cementowy, budownictwo, ochrona $srodowiska i inne.



